






































































专利名称(译) 超声波测量装置，头部装置，探头和诊断装置
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外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声波测量装置包括基板，超声波元件阵列，超声波换能器装置和集成
电路装置。超声波元件阵列具有布置在基板上的多个超声波元件。超声
换能器装置形成在基板上并具有多个信号电极线，这些信号电极线电连
接到超声元件阵列。集成电路器件具有多个端子，以将传输信号输出到
超声波元件阵列。每个信号电极线包括电极层，其中一些超声元件中的
至少一个信号电极形成为在基板上延伸。集成电路器件安装在基板上，
并且集成电路器件的每个端子连接到相应的一个信号电极线。
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